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Abstract
This paper reports the yield calculation of redundant VLSI systelns
in ttvhich the defect recovery is introduced.   The results are l)the
chip size versus yield characteristics curve in the clustered defect
distribution is sloヽver than in the uniform distribution but the yield
enhancement by the defect recovery in the clustered distribution is
less than in the uniforrn one, 2)the factor of chip extainability is
independent of defect distribution pattern, 3)chip extainability is
expressed by l+7 N R where N is the number of nonredundant
subsystems and R is the number of redundant subsystems.
近年の集積回路技術の進歩は目覚ましいものがあ り、VLSIの集積度を
数桁高めたULSI(Ultra Large Scale lntegration),あるいは、ウェー
ハー規模の集積を行な うWSI(Wafer Scale lntegration)の可能性が

































布形態をとり比較することとする。 (1)一様分布、 (2)指数分布、 (3)
ガンマ分布。各分布について、歩留 りYは、平均欠陥密度をDO、チップ面
積をAとおくと次のように表わされる (9)
一 様 分 布    Y=e~DOA       Lawsonの式      (1)
指数分布   Y=1/(1+DOA)   Priceの式      (2)

















Pr EAl,..,AIが 不 良 で 、 AI+1,.・,ANttRが正 常 ]=P(I)





=ΣN+RCIP(I)                     (4)I=0
-様分布の場合、各 サブシステムは独立 とみなされるので、式 (4)のP
(I)は、次のように簡略に求めることができる。
P(I)=Pr[1個のサブシステムが不良]I・
Pr[1個 の サ ブ シ ス テ ム が 正 常 ](N tt R一I)
=(1_e―DOA/N)Ie~DOA(N+R-1)/N           (5)
一般の分布の場合は、各サブシステムは独立と扱 うことができない。この場










P(I)=Y⊂)」Σ6CJP(J)          (7)
ここで、Y(I),(I=1,2,...,R)は、式 (1)～(3)より、
次のように与えられる。
Y(I)=e― DOA(N+R一 I)/N)        _様 分 布
1/(1+DOA(N tt R―I)/N) 指数分布










D 一logeY。          一様分布
1/Y。-1          指数分布






130 FOR I=OTO R
140  P(I)=1/(1+(1/YO-1)*(NttR一 I)/N)
150  FOR」=  TOI-1
160   P(I)=P(I)一C(I,」)*P(J)
170  NEXT」




ただ し、C(I, 」)はICJのメモ リであ り、 これは行番号 100以前に
計算 し記憶 して為 くこととする。また、本プログラムは、指数分布の場合を
示 している。他の分布の場合は、行番号140を次のように変更する。
140P(I)=YO^(A*(NttR― I)/N)             一 様 分 布


























この改良を加 えたプログラムは次 の よ うにな る。
[プログラム2]
110 1NPUT"N,R=";N,R
120 FOR I=OTO R
130  P(I,I)=l
140  FOR J=O TOI-1
150   FOR K=」TO I-1
160    Q(I,」)=Q(I,J)一C(I,K)*Q(K,J)




220 FOR I=OTO R
230  FOR K=OTO R
240  Y(K)=1/(1+(1/YO-1)*(NttR―K)/N)
250  Y=Ytt C(N+R,I)*Q(I,K)*Y(K)
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図6 冗長化による歩留り改善 (ガソマ分布a=5)


































[法則2] チップ拡大率F、 非冗長サブシステムの個数N、 冗長サプシス
テムの個数Rの間には次のような関係が成 り立つ。
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